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Особенности использования рентгеновского флуоресцентного анализа
для определения толщины однокомпонентных пленок

При проведении рентгенофлуоресцентного анализа, толщина слоя
вещества, в котором проводятся измерения, довольна мала. Эта толщина
зависит от двух факторов: насколько глубоко в анализируемое вещество
проникает возбуждающее излучение и насколько сильно ослабляется излучение
измеряемой характеристической линии на пути к поверхности вещества.
Толщина слоя анализируемого вещества, при увеличении которого не
наблюдается заметного вклада в суммарную интенсивность измеряемой
характеристической линии, называется толщиной насыщенного слоя.

, (1)

где:  -плотность материала пленки;
 - массовый коэффициент поглощения первичного излучения;
i - массовый коэффициент поглощения аналитической линии;
 - угол падения первичного излучения;
 - угол выхода излучения.

При монохроматическом возбуждении флуоресцентного излучения
одноэлементных тонких пленок dТ и m можно определять по уравнению:

, (2)

где - относительная интенсивность излучения аналитической линии тонкой
однокомпонентной пленки по отношению к толстому однокомпонентному
образцу; m – поверхностная плотность пленки;

φ и ψ – углы падения первичного и отбора вторичного излучений;
µm1 и µmi – массовые коэффициенты ослабления первичного и

флуоресцентного излучения образцом.
По данным, полученных из расчетов по формуле (2), были построены

графики зависимости относительной интенсивности характеристических линий
элементов от толщины слоя.

В данной работе изучались особенности использования метода РФА для
определения толщины однокомпонентных пленок.
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Рис. 1 – График зависимости относительной интенсивности выхода
флуоресценции Kα – линий Al от толщины слоя

1. Показано, что метод РФА позволяет достаточно точно определить
толщину пленки по экспериментальной интенсивности, в случае, если ее
толщина меньше глубины информативного слоя.

2. Представлены результаты учета влияния толщины пленки на
интенсивность линий подложки. Это позволяет определять толщину подложки
в случаях большей толщины пленки чем глубина информативного слоя для
данного химического элемента покрытия.
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